DIN EN ISO 25178-604:2013-12 (D)

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Oberflachenbeschaffenheit: Flachenhaft -
Teil 604: Merkmale von beriihrungslos messenden Geraten (WeiBlicht-
Interferometrie) (1ISO 25178-604:2013); Deutsche Fassung EN ISO 25178-604:2013
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